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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elecif e
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stangd i € ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any € qittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. iQh 9
governmental organizations liaising with the IEC also participate in tki q. |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in &dccorda al

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matte
consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

possible, an international
s representation from all

3) IEC Publications have the form of recom
4)
5) Independent certification bodies provide conformity
marks of conformity. IEC is not responsible for any
6) Q Y 9 e ition of this publication.
7) iabili € I i employees, servants or agents including individual experts and
i \ca C National Committees for any personal injury, property damage or
whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
8) ion ¥ i ormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
9) to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IE€ shall yot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-6 has been prepared by subcommittee 77B: High
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms Part 4-6 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance
with IEC Guide 107.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2008 and constitutes a
technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) use of the CDNs;
b) calibration of the clamps;
c) reorganization of Clause 7 on test setup and injection methods;
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d) Annex A which is now dedicated to EM and decoupling clamps;
e) Annex G which now addresses the measurement uncertainty of the voltage test level;
f) informative Annexes H, | and J which are new.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77B/691/FDIS 77B/704/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

* reconfirmed,
* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

« amended. %
N N\

IMPORTANT - The 'col |de
that it contai colours

understanding@t o
colour printer. <\
N\

logo \tﬁe/cover page of this publication indicates
a nsidered to be useful for the correct
should therefore print this document using a
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment

Compatibility levels
Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the re
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guidel

N\
Installation guidelines
Mitigation methods|and de

Part 6: Generic@ >

Part 9: Miscellaneg

related to conducted disturbances induced by radio-frequency fields.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 4-6: Testing and measurement techniques —

Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

1 Scope

This part of IEC 61000 relates to the conducted immunity requiremerfts of™electrical and
electronic equipment to electromagnetic disturbances coming from i ded. radiQ-frequency
(RF) transmitters in the frequency range 150 kHz up to 80 MHz. Equif i
one conducting wire and/or cable (such as mains supply, signa

mittees are responsible for determining whether this

|mmun|ty test stan , apd if applied, they are responsible for determining the

appropriate test levé

The following SU le or in part, are normatively referenced in this document and
are indisp 8 j cdtion. For dated references, only the edition cited applies. For
- latest edition of the referenced document (including any

IEC 60050 (all pavts), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (available at
<http://www.electropedia.org>)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —
Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mopdiale N\de normalisation

référencées est obligatgire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée_gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIlI 61000-4-6 a été établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEIl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la Partie 4-6 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM en accord avec le Guide 107 de la CEl.

Cette quatrieme édition annule et remplace la troisiéme édition publiée en 2008 et constitue
une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) utilisation des RCD;

b) étalonnage des pinces;
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c) réorganisation de I'Article 7 sur les montages d’essai et les méthodes d’injection;

d) I'Annexe A qui est dédiée maintenant aux pinces EM et de découplage;

e) I'Annexe G qui traite maintenant l'incertitude de mesure relative au niveau de tension
d’essai;

f) les annexes informatives H, | et J qui sont nouvelles.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77B/691/FDIS 77B/704/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informy e vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 6100 publiées. sous\ le titre général
Compatibilité électromagnétique (CEM), peut étre consutté 3

Le comlte a deC|de que Ie contenu de cette publicationyne rodifié avant la date de
z iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. ¢

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édifi
* amendée.

IMPORTANT —M i%\i%%qui se trouve sur la page de couverture de cette

es couleurs qui sont considérées comme utiles a
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne
comités de produit)

laYesponsabilité des

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'attnu

Guide d'installation
Méthodes et dispos

Chaque partie es bdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme normes
internatiopales soit tgmN cifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déja me sections. D’autres seront publiées avec le numéro de partie,
suivi d’un plété d’'un second numéro identifiant la subdivision (exemple:

CEI 61000-6-

La présente partie est une norme internationale qui donne les exigences d’'immunité et les
procédures d’essai relatives aux perturbations conduites induites par les champs
radiofréquence.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —

Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61000 se rapporte aux exigences relatiyes aN'immunité en

provoquées par des émetteurs destinés a des radiofréquences amme de
fréquences de 150 kHz a 80 MHz. Les matériels n'ayant pas au m :

efminer s’il convient d’appliquer ou non la présente Norme
ponsabilité de déterminer les niveaux d’essai et les critéres de

destinée a étre utili
incombe aux comité
d’essai d’'immunité, et si te

performance appropriés,

références S seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050 (toutes les parties), Vocabulaire électrotechnique international (VEI) (disponible
sous http://www.electropedia.org).
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